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   （cosα法のlPX続応力測定への適用）
1995年 佐々木ら一1Plこよる
   ・X線三舳応力解析
   ・応力勾配測定








































   る．すなわち，個々の結晶粒は方位を無秩序にしていること．
仮定2 X線照射領域内には，十分な数の結晶粒が存在する．通常の条件
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第2章イメージングプレートを用いたTiA1金属間化合物のX線応力
    測定における粗大結晶粒対策および加工表面への適用限界
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Fig．2－1 Coordinate system for X－ray stress measurement and





















Fig．2－2 X－ray strains used for stress ca1cu1ation．
試料座標系をS、とし，S、軸をL、軸と一致するように座標回転してできる座標系
を実験座標系L、とする．L、方向の縦ひずみε、、Lをε、と書くと次式となる．
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Fig．2－3 Readout system for X－ray intensity from













































































（a） Dua1phase equiaxed            （b） Fu111ameIlar
  StruCtuI－e．                                StruCture．
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（a）Peak position of Debye






（b） Peak position of Debye－
  Scherrer ring Performed
  software osci11ation．
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   （b） 2θ一sin2ψdiagram，ψosci11ation was app1ied．
    Fig．2－7 2θ一sin2ψdiagram obtained from base
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（b） Peak position of Debye－
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（a） Dua1phase equiaxed            （b） Fu111ame11ar
  StruCtu1．e．                                 StruCture
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Schematic i11ustration ofp1ane osci11ation and coordinate
systemforX－ray stress measurement．
























































  2θ 一2θ   ψ  ΨlM＝   つ          つ SiパΨ2－SiパΨ1
（3－3）
また，次式より応力定数Kを求めた．
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θ．Sin2ψ線図の直線の傾きおよび切片について，負荷応力σ に対する変化量を                           apP示した．その結果，いずれの場合にも良好な直線関係が得られていることが分か
る．以上より，IPを使用し，同一晶帯上の強いピークを用いることによって，
精度の高い測定が可能となることが判明した．
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Fig．3＿8．Change in diffraction ang1e2θand diffraction intensity of
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Fig．3－11  Re1ation amongく110＞，specimen system Pi
and intermediate system Ii．
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Fig．4＿1（a）Setting method of samp1e．
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（a） Shape of specimen．
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（b） Course of X－rays when the specimen
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Fig．4－3 Measures against dead－zone。
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（a） Appearance of experimenta1device．
X－ray camera
（b） Insta11ation part of sampIe・











Fig．4－5 Debye－Sherrer ring on IP when cy1indrica1X－ray
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Fig．4－7Definition ofpixe1position on IP and appearance of diffraction
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（a）｛111｝Po1efigu・e．
RD
（b） Data point P（x，y）inc1uded in po1e figure．
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Fig．4－12 Effect of smoothing processing to diffraction intensity curve．
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㌧llllllllll／   direction（TD）
（a） Shape and samp1ing position of the specimen．
             Debye－Scherrer
    Norma■directio。。f  ri・g
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β一r・t・ti・・1  ・分．．一ふギ’’
    β、1＆；O パ’’、、
     l                      1maging Plate
     l    ”・・・…bl・P・・t・
（b） Direction of diffracted X－rays by the specimenand
  Debye－Scherrer ring recorded on IP．
一80一 一81一
5．2．2 測定範囲に及ぼすX線入射角度と回折角度の関係および
      複数極点図の同時測定


























Fig．5－1 Measurement method ofpo1e figure using IR
一82一 一83一
5．3 実験方法









（a） Change according to diffraction ang1e．
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（b） Change according to angle of incidence X－ray．
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（a） Debye－Scherrer rings recorded on IP．
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Tab1e5－1 Diffraction ang1e and measurab1e area on po1e figure
    of simu1taneous1y measured diffraction p1ane．
Diffractionplane
@    h k1
Diffractionang1e
@  2θ，d・g．
Measurable area on α
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（b） Locus circ1es on po1e figure、
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Diffraction intensity distribution a1ong the
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Fig．5－6
（b） Smoothing processed po1e figure．
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（a） Po1e figure measured on fixed specimen．
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（b） Po1e figure measured on specimen osci11ated by10mm．
Fig．5－10｛311｝po1e figures of γ phase by Schu1z ref1ection method．
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5．6 結   言
 イメージングプレートを用いた新しい極点図測定方法によって，軽度の粗大結
晶粒からなる二相ステンレス鋼圧延板の極点図測定を行い，以下の結論を得た．
Tab1e5－2 Condition of po1e figure measurement by the
     Schu1z ref1ection method．
Condition Fig．5－10（a Fig．5－10（b
Characteristic X－rayCoKα CoKα
Tube vo1tage 40（kV） 40（kV）
Tube current 44（mA） 250（mA）
Exposure time 20（sec） 5（sec）
α。samp1ing step 5（deg） 5（deg）































    および集合組織の三次元解析への適用
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（b） Po1ynomia1apProximation by minimum square method・
Fig．6－2Extract method of po1e density data for
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Fig．6－3 Images oflinear Debye－Scherrer ring obtained
    by IP po1e figure measurement．
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6．4 実験結果
Tab1e6－2Incident X－ray ang1e to obtain comp1ete po1e figures．
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Fig．6－5（a） Incomp1ete po1e figures offerrite phase．
      （1eft）αR1ow ang1e area


























Incomp1らte po1e figures of austenite phase．
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Fig．6－8（a） Resu1ts of crysta11ite orientation distribution function of ferrite phase
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Resu1ts of crysta11ite orientation distribution function ofΨ2：0 ，Ψ2：45 ，Ψ2：65
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Po1e figures show texture transformation．
133一


















































































































Fig．7－1 Shape changes ofvo1ume e1ement with tensi1e deformation
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Measured and ca1cu1ated r－va1ue for dua1phase stain1ess stee1
as a function from ro11ing direction．
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